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H ηλεκτρονική µικροσκοπία διερχόµενης δέσµης υψηλής διακριτικής 
ικανότητας (HRTEM) αποτελεί µία από τις πιο διαδεδοµένες τεχνικές χαρακτηρισµού 
των υλικών στη νανοκλίµακα. Η ευρεία εφαρµογή της έγκειται, µεταξύ των άλλων, 
στην απ’ ευθείας απεικόνιση της δοµής και µορφολογίας µε µεγάλη διακριτική 
ικανότητα (καλύτερη από 0.1 nm µε τα σύγχρονα µικροσκόπια). Επιπλέον, λόγω της 
σύνθετης αλληλεπίδρασης των ηλεκτρονίων µε την ύλη, είναι δυνατή η 
ολοκληρωµένη µελέτη του υλικού µε διαφορετικές τεχνικές ταυτόχρονα. Έτσι, εκτός 
από τον δοµικό χαρακτηρισµό των υλικών µε τις ‘παραδοσιακές’ µεθόδους ΤΕΜ 
(περίθλαση ηλεκτρονίων, HRTEM), είναι δυνατή η ανάλυση της χηµικής σύστασης και 
της ηλεκτρονικής δοµής των στερεών σε περιοχές µικρότερες του 1 nm2 µε 
φασµατοσκοπικές µεθόδους. Εάν σε όλα αυτά προστεθούν και οι µέθοδοι 
λεπτοµερούς επεξεργασίας των εικόνων ΤΕΜ και HRTEM µε ειδικευµένα 
υπολογιστικά προγράµµατα, γίνεται κατανοητό ότι η ηλεκτρονική µικροσκοπία 
διερχόµενης δέσµης αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία για τον ολοκληρωµένο 
χαρακτηρισµό των υλικών. 

Στην παρούσα οµιλία θα αναφερθούν οι βασικοί τρόποι λειτουργίας ενός 
ηλεκτρονικού µικροσκοπίου διερχόµενης δέσµης, καθώς και το είδος των 
πληροφοριών που µπορούν να συλλεχθούν από την αλληλεπίδραση των 
ηλεκτρονίων µε τα άτοµα ενός υλικού. Έµφαση θα δοθεί στις εφαρµογές αυτών των 
τεχνικών µικροσκοπίας για τον ολοκληρωµένο χαρακτηρισµό διαφόρων κατηγοριών 
υλικών, όπως καταλύτες, νανοσωµατίδια, ηµιαγωγικά υµένια και µαγνητικά υλικά.  
 
 


